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摘要(译)

本发明的一个目的是提供一种用于评估有机EL显示器的装置和方法，利
用该装置和方法，存在用于测试有机EL显示器的简单驱动电路 10 ，可
以实现高可靠性的评估，并且在将成品驱动电路安装到有机EL显示器 
10 本身的评估。 > 10 ，这使得可以抑制由于评估结果而处理由缺陷产
品引起的产量降低。注意到如果在此期间执行像素 11 的驱动（测试）在
向前一个像素 11 提供驱动电流之后，先前像素 11 的放电，如果之间的
差异像素 11 的有机EL像素 14 的驱动电流和放电电流值在特定水平，然
后它可以确定由各种有机EL元件构成的像素正常工作，并且本发明的特
征在于通过检测每个像素的驱动电流和放电电流值之间的差异来检测像
素缺陷 11 由有机EL元件 1构成。&lt;/ BOLD&gt; &lt;/ PTEXT&gt;
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